Elektronovy mikroskop

Elektronovy mikroskop je v principu (elektronovou) obdobou optického
(fotonového) mikroskopu.

Optické ¢ocky jsou nahrazeny elektromagnetickymi ¢o¢kami a misto foton0 jsou
ke zkoumani objektu pouzity elektrony. RozliSovaci schopnost a maximalni
pouzitelné zvétseni optického mikroskopu jsou omezeny rozsahem vinovych
délek viditeIného svétla. Plati, Ze nejmensi vzdalenost dvou objektl, které Ize v
pod mikroskopem jesté rozpoznat, je polovina vinové délky pouzitého
svételného zareni. Fyzikalni mez rozliSovaci schopnosti optického mikroskopu je
tak necelych 200 nm a maximalni uzite¢né zvétseni mikroskopu s kvalitni
optikou a imerznim objektivem nepresdhne 1500%. VIinové délky urychlenych
elektrond jsou o0 mnoho radd mensi nez vinové délky foton{ viditelného svétla.
Proto ma elektronovy mikroskop mnohem vyssi rozlisovaci schopnost a mize tak
dosdhnout mnohem vyssiho zvétSeni (az 1 000 000x).

{2 Podrobnéjsi informace naleznete na stréance Mez rozliseni mikroskopu.
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Typy mikroskop

= TEM transmisni elektronovy mikroskop - H ﬂ
nepohyblivy svazek elektrond, detekce
elektronl proslych vzorkem (TE) na
fluorescencnim stinitku nebo detektorem.
= REM rastrovaci elektronovy mikroskop -
pohyblivy svazek, zobrazeni povrchu vzorku pomoci odrazenych sekundarnich elektrong.
= SPM mikroskopie skenuijici (rastrujici) sondou (Scanning Probe Microscopy) je soubor metod urcenych ke
zjistovani struktury povrchu s rozlisenim na Urovni velikosti atomu.
= AFM mikroskopie atomarnich sil je zaloZzena na mapovani rozlozeni atomarnich sil na povrchu vzorku.
Tyto sily jsou mapovany priblizenim hrotu k povrchu, ¢imz vznikd pritazlivd nebo odpudiva sila, ktera
zpUsobi ohnuti nosniku, na némz je upevnén hrot. Toto ohnuti je sniméno laserovym snimac¢em. Vyhodou
metody AFM je moznost studovat jak nevodivé, tak i vodivé vzorky.
= STM skenujici tunelovaci mikroskopie je jedna z metod SPM. Jeji princip je zalozen na kvantové fyzice.
Mezi hrotem elektrody a zkoumanym vzorkem tece proud diky tunelovém jevu i kdyZ se hrot vzorku
primo nedotyka. Pri pohybu nad vzorkem se méni vzdalenost hrotu tak, aby tunelovy proud zUstaval
stejny. Jako jedna z mala metod je schopna poskytnout az atomdrni rozliSeni, pricemz je zaroven vcelku
jednoduchd. Oproti ostatnim metodam (transmisni elektronovad mikroskopie, autoemisni iontova
mikroskopie) nevyzaduje ndro¢nou pripravu vzorku. Na druhou stranu poskytuje informace jen o povrchu.
= SNOM rastrovaci opticky mikroskop blizkého pole (scanning near-field optical microscope).!!!
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= Mez rozliseni mikroskopu

Externi odkazy

= Pavel Janda: Mikroskopické a analytické techniky - mikroskopie rastrovaci sondou (http://www.njh.cz/seminare
/457865/1270587)

= Mikroskop atomarnich sil pouzit jako atomdrni tuzka umozniujici psani jednotlivymi atomy (http://strediskovedy
.cz/attachment/atomarni-tuzka.doc)

= Nové moznosti zobrazovani jednotlivych atom0 pomoci rastrovacich mikroskop@ (http://www.avcr.cz/cs/pro-me
dia/UserFiles/file/aktuality pdf/100104_TZ Novemoznostirastrovacichmikroskopu.pdf)
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